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高赤方偏移のクェーサーで測定される視線上の銀河間物質のライマン αの光学的厚み (τeff)は、z > 5.5で分散
が大きくなることが観測されており、宇宙再電離が非一様に進行していったことを示している。この τeff の分散
はガス密度のゆらぎのみでは説明できないことがわかっており、光学的厚みの空間揺らぎを増幅する要因として、
UV背景光のゆらぎ、あるいは銀河間物質のガス温度のゆらぎが挙げられている。UV背景光が原因の場合は中性
度と銀河密度は負の相関を、ガス温度が原因の場合は正の相関をとるため、極端な τeff が観測された場所での銀
河密度を調べることで、この 2つの原因のどちらが支配的であるかを区別することができる。しかしながら、こ
のような観測は過去に高 τeff のクェーサー視線 2領域についてしか行われていない (Becker et al. 2018, Kashino
et al. 2020, Christenson et al.,2021)。本研究では、z ∼ 5.7において τeff ∼ 5.5の高 τeff をもつ 1領域と τeff ∼ 3
の低 τeff をもつ 2領域において、同時代のライマン α輝線銀河 (LAE)の探査を行った。このような広範囲の τeff
にわたって τeff -銀河密度関係を求めたのは本研究が初めてのものである。観測の結果、低 τeff の 2領域のクェー
サー視線周囲では LAEが高密度に分布し、高 τeff 領域ではクェーサー視線周囲で LAEが低密度であることがわ
かった。τeff 測定やモデルの不定性を考慮する必要はあるものの、これらの結果から得られる τeff -銀河密度関係
は、先行研究と同様にUV背景光に原因のあるモデルを支持する。


